VERTRAG UBER ^INTERNATIONALE 7HSAMMt^ RRFIT AIIF nFIUI 

>■> - ^l B IliP ES "ATENTWESENS^ f rec*o 2 4 NOV 200*1 

PCT 



. WIPO PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalts 
P 26921 


wpitpqpq vnQPPUPM slene Mitteilung Ober die Obersendung des internationalen 
wci i c«ca vuHUtncN vorlauflgen Prufungsberichts (Formblatt PCT7IPEAM16) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/11381 


Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaMJahr) 
14.10.2003 


Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
14.10.2002 



Internationale Patentklasslfikatlon (IPK) oder nationale Kiassifikation und IPK 
G01N27/414 



Anmelder 

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al. 



1 . Dieser internationale vorlaufige PrGfurigsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen PrQfung 
beauftragten Behorde erstellt und wlrd dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 



M AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I IS Grundlage des Bescheids 

II □ Prloritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V IS BegrQndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefGhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einrelchung des Antrags 
11.05.2004 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
22.11.2004 


Name und Postanschrift der mit der Internationalen PrOfung 
beauftragten Behorde 

— Europaisches Patentamt 

ifift D-80298 MQnchen 
Off) T e | +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax:+49 89 2399-4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Stussi, E ^1 } 

Tel. +49 89 2399-2265 V* 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03/1 1 381 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 



1-30 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 3-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1-12 eingegangen am 25.1 0.2004 mit Schreiben vom 25.1 0.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/6-6)6 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Beh6rde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da(3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da(3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Biatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: 


Anspruche 


1-12 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-12 


Nein: 


AnsprQche 




Ja: 


Anspruche: 


1-12 


Nein: 


Anspruche: 
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Zitierte Dokumente 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1: WO-88 08972 

D2: US-2001/044177 

D3: FR-A-2 779 826 

D4: US-A-4 322 680 

D5: US-A-4 514 263 

D6: EP-A-0 241 991 



Zu Punkt V 

1 . Die Erfindung betrifft eine Sensor-Anordnung mit einer Mehrzahl von auf und/oder in 
einem Substrat ausgebildeten Sensor-Einrichtungen, wobei jede der 
Sensoreinrichtungen aufweist: 

i. einen elektrischen Signal-Umsetzer in der Form eines Feldeffekttransistors 
(FET); 

ii. ein mit dem Signal-Umsetzer gekoppeltes Sensor-Element, mit dem die 
elektrische Leitfabigkeit des Signal-Umsetzers infolge eines Sensor-Ereignisses 
auf dem Sensor-Element charakteristisch beeinflussbar ist; 

iii. eine Einrichtung zum Konstanthalten einer an dem Signal-Umsetzer 
anliegenden elektrischen Spannung; 

iv. eine Einrichtung zum Erfassen des Wertes des durch den Signal-Umsetzer 
flieBenden elektrischen Stroms als Sensor-Signal. 

2. Eine solche Sensor-Anordnung ist aus der Patentschrift D1 bekannt, insbesondere 
Abb. 2, IGFET 40, Sensor-Element 32 in Zusammenhang mit der Beschreibung, S.8, 
Z.28-30 und S.16, Z.27-32. 

3. Dokumente D2-D6 offenbaren ebenfalls Sensor-Anordnungen mit den 
obengenannten Merkmalen. 

4. Der Gegenstand der Erfindung unterscheidet sich von der aus D1 (oder D2-D6) 
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bekannten Vorrichtung durch eine Kalibrier-Einrichtung, die derart eingerichtet ist, 
dass mit ihr der Gate-Bereich des FETs auf ein derartiges elektrisches Potential 
gebracht werden kann, dass der Strom von Pararneterschwankungen des FETs 
unabhangig ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Art. 33(2) PCT). 

5. In keinem der aus dem Recherchenbericht bekannten Dokumente wird eine solche 
Kalibrier-Einrichtung offenbart oder auch nur darauf hingewiesen. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit erfinderisch (Art. 33(3) PCT). 
Durch eine solche Einrichtung kann z.B. vermieden werden, dass unterschiedliche 
Schwellenspannungen, die durch das Herstellungsverfahren in den FET entstehen 
kdnnen, das Messergebnis verfalschen. 

6. Der unabhangige Anspruch 1 1 bezieht sich auf ein Verfahren, das der Vorrichtung 
nach Anspruch 1 entspricht; dieser Anspruch wird daher auch als neu und 
erfinderisch angesehen (Art. 33(2) und (3) PCT). 

7. Die abhangigen Anspruche 2-10 und 12 sind vom Anspruch 1 bzw. 1 1 abhangig und 
erfullen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und er- 
finderische Tatigkeit. 

8. Die Erfindung ist gewerblich anwendbar (Art. 33(4) PCT). 

9. Zusatzliche Bemerkungen 

9.1 Die Kalibrier-Einrichtung wird durch ihre Wirkung definiert, im Widerspruch zu den 
Erfordernissen des Art. 6 PCT. 

Mehrere fur die Erzielung dieser Wirkung moglichen Ausfuhrungen werden jedoch in 
der Beschreibung offenbart (siehe Abb. 8-10 und dazugehorige Beschreibung). 
Da die Aufnahme einer dieser Ausfuhrungen in den Anspruch 1 bzw. 1 1 das 
Schutzbegehren des Anspruchs unnotig einschranken wurde, scheint die Kalibrier- 
Einrichtung nicht besser definierbar zu sein. Diese Definition scheint namlich klar zu 
werden, wenn die Beschreibung zur Auslegung der Anspruche herangezogen wird. 

9.2 Die unabhangigen Anspruche 1 und 1 1 sind nicht in der zweiteiligen Form nach 
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Regel 6.3 b) PCT abgefaBt. 

9.3 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 -D6 offenbarte einschlagige Stand 
der Technik noch diese Dokumente angegeben. 

9.4 Die Merkmale der Anspruche sind nicht mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen 
versehen (Regel 6.2 b) PCT). 

9.5 Die Beschreibung, und insbesondere die Formulierung der Aufgabe auf. S.9, Z. 24- 
28 ist nicht im Einklang mit den Anspruchen (Art. 6 PCT). 
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1 . Sensor- Anordnung , 

mit einer Mehrzahl von auf und/oder in einem Substrat 
5 ausgebildeten Sensor-Einrichtungen, wobei jede der Sensor- 
Einrichtungen aufweist 

- einen elektrischen Signal-Umsetzer; 

- ein mit dem Signal-Umsetzer gekoppeltes Sensor-Element, mit 
dem die elektrische Leitf ahigkeit des Signal-Umsetzers in 

10 Folge eines Sensor-Ereignisses auf dem Sensor-Element 
charakteristisch beeinf lussbar ist; 

- eine Einrichtung zum Konstanthalten einer an dem Signal- 
Umsetzer anliegenden elektrischen Spannung; 

- eine Einrichtung zum Erf as sen des Werts des durch den 

15 Signal-Umsetzer flieSenden elektrischen Stroms als Sensor- 
Signal; 

- wobei der elektrische Signal-Umsetzer ein 
Feldeffekt transistor ist, dessen Gate-Anschluss mit dem 
Sensor-Element gekoppelt ist, wobei die Einrichtung zum 

20 Konstanthalten einer elektrischen Spannung derart 

eingerichtet ist, dass sie die elektrische Spannung zwischen 
den Source- /Drain-Anschlussen des Feldeffekt transistors 
konstant halt; und 

- mit einer Kalibrier-Einrichtung zum Kalibrieren einer 

25 jeweiligen Sensor-Einrichtung, die derart eingerichtet ist, 
dass mit ihr der Gate-Bereich des Feldef f ekttransistors auf 
ein derartiges elektrisches Kalibrier-Potential bringbar 
ist, dass der elektrische Strom von Parameterschwankungen 
des Feldef f ekttransistors unabhangig ist. 

30 

2. Sensor- Anordnung nach Anspruch 1, 

mit einer Auswerte-Einheit , welcher der Wert des elektrischen 
Stroms als Sensor-Signal bereitgestellt ist. 
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3 , Sensor-Anordnung nach Anspruch 2 , 

bei der die Auswerte-Einheit derart eingerichtet ist, dass sie 
aus dem Wert des elektrischen Stroms eine fur diesen Wert 
5 charakteristische elektrische Spannung bildet oder den Wert 
des elektrischen Stroms auf einen diesen charakterisierenden 
digital codierten Wert abbildet. 

4. Sensor-Anordnung nach Anspruch 3, 
10 bei der die Auswerte-Einheit einen Operationsverstarker 
aufweist 

- mit einem ersten Eingang, an den das Sensor-Signal anlegbar 
ist; 

- mit einem zweiten Eingang, an den ein elektrisches Referenz- 
15 Potential anlegbar ist; 

- mit einem Ausgang, an dem die charakteristische elektrische 
Spannung bereitgestellt ist; 

- wobei der erste Eingang und der Ausgang mittels eines 
ohmschen Wider stands miteinander gekoppelt sind. 



5. Sensor-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
ausgestaltet als Biosensor-Anordnung. 

6. - Sensor-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

25 bei der die Kalibrier-Einrichtung derart eingerichtet ist, 
dass zum Kalibrieren an den Gate-Anschluss und an einen 
Source- /Drain-Anschluss des Feldeffekt transistors ein 
elektrischer Kalibrier- Strom anlegbar ist. 

3 0 7. Sensor-Anordnung nach einem der Anspruche 2 bis 6, 

bei der die Auswerte-Einheit eine Correlated-Double-Sampling- 
Einrichtung aufweist , die derart eingerichtet ist, dass sie 
bei einem Sensor-Ereignis einen von Parameterschwankungen des 



20 
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Feldeffekt transistors unabhangigen Wert des elektrischen 
Stroms bildet. 

8 . Sensor-Anordnung nach Anspruch 7 , 
5 bei der die Correlated-Double-Sampling-Einrichtung derart 
eingerichtet ist, dass mit ihr 

- in einer Kalibrierphase der Gate-Bereich des 

Feldef f ekt transistors auf ein elektrisches Kalibrier- 
Potential gebracht wird und der zugehorige Wert des 
10 elektrischen Stroms als Kalibrier-Signal erfasst und 
gespei chert wird; 

- in einer Erf assungsphase der Wert des elektrischen Stroms in 
Folge eines Sensor-Ereignisses als Sensor-Signal erfasst 
wird; 

15 -in einer Auswertephase Sensor-Signal und Kalibrier-Signal 
gemeinsam ausgewertet werden. 

9. Sensor-Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
bei der die Sensor-Einrichtungen im Wesentlichen matrixf onnig 
2 0 auf und/oder in dem Substrat angeordnet sind und mittels 

Zeilen- und Spalt en-Lei tungen derart verschaltet sind, dass 
die Sensor-Einrichtungen einzeln, zeilenweise bzw. 
spaltenweise ansteuerbar sind. 

25 10. Sensor-Anordnung nach Anspruch 9, 

bei der mindestens eine Auswerte-Einheit, mindestens eine 
Kalibrier-Einrichtung und/oder mindestens eine Correlated- 
Double-Sampling-Einrichtung fur zumindest einen Teil der 
Sensor-Einrichtungen einer Zeilen-Leitung bzw. einer Spalte'n- 

30 Leitung gemeinsam vorgesehen ist /sind. 

11. Verfahren zum Betreiben einer Sensor-Anordnung, 




4 

-mit einer Sensor- Anordnung mit einer Mehrzahl von auf 
und/oder in einem Substrat ausgebildeten Sensor- 
Einrichtung en , 

— wobei jede der Sensor-Einrichtungen aufweist 
5 — einen elektrischen Signal-Umsetzer; 

— ein mit dem Signal -Umsetzer gekoppeltes Sensor-Element, mit 
dem die elektrische Leitf ahigkeit des Signal-Umsetzers in 
Folge eines Sensor-Ereignisses auf dem Sensor-Element 
charakteristisch beeinf lussbar ist; 

10 — eine Einrichtung zum Konstanthalten einer an dem Signal- 
Umsetzer anliegenden elektrischen Spannung; 

— eine Einrichtung zum Erfassen des Werts des durch den 
Signal-Umsetzer flieSenden elektrischen Stroms als Sensor- 
Signal ; 

15 — wobei der elektrische Signal-Umsetzer ein 

Feldef f ekttransistor ist, dessen Gate-Anschluss mit dem 
Sensor-Element gekoppelt ist, wobei die Einrichtung zum 
Konstanthalten einer elektrischen Spannung derart 
eingerichtet ist, dass sie die elektrische Spannung zwischen 

20 den Source- /Drain- Anschlus sen des Feldef f ekttransistor s 

konstant halt; 

— wobei gemaS dem Verfahren 

— die elektrische Leitf ahigkeit des Signal-Umsetzers infolge 
eines Sensor-Ereignisses auf dem Sensor-Element 

25 charakteristisch beeinflusst wird; 

— die elektrische Spannung an dem Signal-Umsetzer konstant 
gehalten wird; 

-- der durch den Signal-Umsetzer flieSende elektrische Strom 
als Sensor-Signal .erfasst wird; und 
3 0 — bei dem zumindest ein Teil der Sensor-Einrichtungen 

kalibriert wird, indem der Gate-Bereich des jeweiligen 
Feldef fekttransistors auf ein derartiges elektrisches 
Kalibrier-Potential gebracht wird, dass der Wert des 
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elektrischen Stroms bei einem Sensor-Ereignis von 
Parameter schwankungen des Feldef f ekt transistors unabhangig 
ist . 



5 12. Verfahren nach Anspruch 11, 

bei dem unter Verwendung des Correlated-Double-Sampling- 
Verfahrens bei einem Sensor-Ereignis ein von 

Parameterschwankungen des Feldef fekttransistors unabhangiger 
Wert des elektrischen Stroms gebildet wird. 




